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A geometria fractal vem sendo amplamente estudada e aplicada nos projetos de
dispositivos planares de micro-ondas. Devido suas propriedades de auto-semelhanca e
auto-preenchimento, elas sdo aplicadas no projeto de filtros, de superficies seletivas em
frequéncias, de antenas, etc, principalmente para obter a miniaturizacdo de suas estruturas
e melhora de suas respostas em frequéncia. Nesse sentido, esta tese propde usar a curva
fractal de Hilbert para miniaturizacdo de dois dispositivos de micro-ondas. O primeiro €
um interferdmetro planar reconfigurdvel em que a linha de atraso é baseada na segunda
interacdo da curva fractal de Hilbert. Diodos PINs s&o usados para chavear entre os estados
ou linhas de atrasos. A reconfiguracdo da curva fractal de Hilbert aliada com o conceito da
fractalidade, possibilita o projeto de interferbmetros mais compactos. Resultados de
simulacdo e experimentais sdo aqui apresentados para um interferdmetro de 3 bits que
opera entre 2,7 a 4,5 GHz. O segundo dispositivo consiste em sensor multibanda fractal
utilizando a quarta iteracdo da curva fractal de Hilbert que é utilizada para se obter um
ressoador compacto. No projeto, os resultados de simulacdo e medicdo sdo apresentados e
eles estdo em boa concordancia. O sensor apresenta cincos frequéncias de ressonancias:

0,59, 1,73, 2,84, 3,88 e 4,92 GHz. Curvas de calibracdo foram levantadas com substratos



de permissividades conhecidas e elas tiverem alto grau linear. Os resultados mostram que é
possivel utilizar o sensor para caracterizar permissividade real de substratos com baixas

perdas em cinco frequéncias diferentes.



